
電圧 Voltage ≤ 2000V

温度 Temperature ≤ 150℃

測定DUT数 Number of measurable DUTs 2

Chamber head - PC
高電圧対応加圧構造PC
Chamber head structure PC for high voltage

放電対策をプローブカードへ適用
Applying of anti-electrical discharge technology to PC

マルチDUT対応
Multi-DUT available

各拠点で修理可能
Repairs available at each location

TC-probe / 3H+ との組合せ可能
Combination with TC-probe / 3H+ possible

● カード外観  Card appearance

カード仕様 │ Card Specifications

■各ソリューションとの組合せ │ Combination with each solution
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